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グラフェン誘導体シートの大量生産方法として酸化グラフェン還元体 (reduced graphene 

oxide, rGO) の利用が期待されている．しかし，GO 合成過程で導入される欠陥は還元しても

完全に修復されないことが知られている．当研究室では電気化学的手法により作製した GO 

(Electrochemical GO, EGO) の真空紫外 (vacuum ultraviolet, VUV) 光照射による光還元と局

所特性の変化に注目している．本発表ではコンタクトモード AFM を用いた VUV 光照射前

後の EGO の水平力顕微鏡 (Lateral Force Microscopy, LFM) 観察結果を報告する．EGO は改

良 Hummers 法で作製した GO (Chemical GO, CGO) よりも構造欠陥が少ないことが報告され

ており 1，このことが EGO の LFM 観察における局所構造や摩擦特性に与える影響を検証し

た． 

熱酸化膜を 90 nm 形成した Si 基板上に EGO シートを展開し，高真空 (<10-3 Pa) 下で Xe

エキシマランプ (中心波長 : 172 nm) に 64 分照射する前後の試料表面を LFM 観察した．

VUV光照射前後のEGOの水平力像を Figに示す．基板領域と EGO シート領域との比から，

VUV 光照射後には EGO シート領域の水平力が減少した．熱還元した CGO 単層シートの水

平力観察結果 2 と同様な傾向が示唆された．これより，VUV 光照射による還元やシート内

の欠陥が減少し sp2ドメインが修復されていることが示唆される 3．当日は CGO の VUV 光

還元前後の LFM 観察結果も含めて報告する予定である． 

 
Fig. EGO の VUV 光還元(a)前(b)後の水平力像 (load: 60 nN) 
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